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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux transitoires électriques
rapides en salves

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

ite peut participer. Les
la CEl, participent

es a une de ses Publications.
possession de la derniére édition de cette publication.

'e a la CEIl, a ses admmlstrateurs employes aUX|I|a|res ou
e’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
ant de Ia publlcat|on ou de Iut|||sat|on de cette Publication de la CEIl ou de

I'objet de droits de~propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-4 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-4 de la CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la
rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiere édition, parue en 1995, et ses
amendements 1 (2000) et 2 (2001). Cette deuxiéme édition constitue une révision technique.

Cette deuxiéme édition améliore et clarifie les spécifications du simulateur, les critéres de test
et les montages d'essai. Seule I'injection en mode commun est demandée.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/419/FDIS 77B/424/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

avant la date de
ch» dans les

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifi
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://websto
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicatj¢

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu des corrigenda d’aolt 2006 et juin 200 onsidération dans cet

QD
\
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INTRODUCTION

La CEIl 61000 est publiee sous forme de plusieurs parties séparées, conformément a la

structure suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent de produits)
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai
Partie 5: Guide d'installation et d'at}é

Guide d'installation

Méthodes et dispositifs d'atténuatiop
Partie 6: Normes génériques
Partie 9: Divers

sieurs parties, publiées soit comme normes
iques ou rapports techniques, dont certaines ont

internationales sojt comme”’specificati g
déja été publiée @ & ions @
tiret et complété diun s ' ifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).

La présente par orme ipternationale qui donne les exigences d'immunité et les
procédures d i
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure —

Essais d'immunité aux transitoires électriques
rapides en salves

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61000-4 concerne l'immunité des mat ectriques et
électroniques aux transitoires rapides répétitifs. Elle donne les exig

procédures d’essai relatives aux transitoires électriques rapides efi\s . éfinit en

ériels

les comités de produits de la CEI. Comme indiqu
sont responsables de déterminer s’il convient da

Cette norme définit:

— laforme d'oe
— la gamme des Mii

— le matériel d'

situ réalisés sur le~xqatériel dans l'installation finale.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60050-161:1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivantes s'appliquent, ainsi
que celles de la CEIl 60050-161.

NOTE Plusieurs des termes et définitions les plus pertinents de la CEl 60050-161 sont présentés parmi les
définitions ci-dessous.

3.1
salve
suite d'un nombre fini d'impulsions distinctes ou oscillation de durée limitée

[VEI 161-02-07]

3.2
étalonnage
ensemble des opérations établissant, en référence a des étalo

NOTE 1 Cette définition est congue dans I'approche « incertitude ».

NOTE 2 La relation entre les indications et les résultats de
diagramme d'étalonnage.

[VEI 311-01-09]

3.3
couplage
interaction entre circuits avec transfert/d'énergie

uit dans un autre

3.4
mode commun (couplag
couplage simultané de

3.5 g}
pince de coupla

dispositif de dimenp
signal perturbaté
dernier

au plan de sol

stiques définies pour le couplage en mode commun du
€n essai sans aucune connexion galvanique avec ce

3.7

réseau de découplage

circuit électrique dont le but est d'empécher la tension de TER/S appliquée a I'EST
d'influencer d'autres appareils, équipements ou systeémes qui ne font pas partie de I'essai

3.8

dégradation (de fonctionnement)

écart non désiré des caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif, d'un appareil ou d'un
systéme par rapport aux caractéristiques attendues

NOTE Une dégradation peut étre un défaut de fonctionnement temporaire ou permanent.

[VEI 161-01-19]
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3.9
TER/S
transitoire électrique rapide en salve

3.10

compatibilité électromagnétique (CEM)

aptitude d'un matériel ou d'un systeme a fonctionner dans son environnement électro-
magnétique de fagon satisfaisante et sans produire lui-méme des perturbations électro-
magnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement

[VEI 161-01-07]

3.11
EST
matériel soumis a l'essai

3.12
plan de sol
surface conductrice plate dont le potentiel est pris comme y

[VEI 161-04-36]

NOTE Le terme plan de référence peut étre utilisé en lieu etplace de plan desol.

3.13
immunité (a une perturbation)
aptitude d'un dispositif, d'un matériel ou S s ctionner sans dégradation en

[VEI 161-01-20]

3.14
acces
interface particu5>e i nent électromagnétique extérieur

3.15
temps de montée
durée de l'interva < e les instants auxquels la valeur instantanée d'une

3.16
transitoire
se dit d'un phénoméne ou d'une grandeur qui varie entre deux régimes établis consécutifs
dans un intervalle de temps relativement court a I'échelle des temps considérée

[VEI 161-02-01]

3.17

vérification

ensemble des opérations utilisées pour vérifier le systéme de test (par exemple le générateur
d'essai et les cables d'interconnexion) et pour démontrer que le systéme de test fonctionne a
I'intérieur des spécifications données a I'Article 6

NOTE 1 Les méthodes utilisées pour la vérification peuvent étre différentes de celles utilisées pour I'étalonnage.

NOTE 2 La procédure de 6.1.2 et 6.2.2 est destinée a étre un guide assurant le fonctionnement correct du
générateur d'essai et des autres dispositifs constituant l'installation d'essai, de telle sorte que la forme d'onde
prévue soit délivrée a I'EST.

NOTE 3 Pour les besoins de la présente norme fondamentale en CEM, cette définition est différente de celle
donnée dans le VEI 311-01-13.
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